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Ementa da Disciplina: 

Introdução aos métodos de quantificação mineral por difratometria de raios X. O método de Rietveld 

com uso de parâmetros fundamentais. Introdução ao software de quantificação mineral. Estruturando 

um projeto de quantificação. Avaliando a qualidade de refinamentos com figuras de mérito e dados 

geoquímicos. Entendendo parâmetros de quantificação. Quantificação de fases amorfas. Quantificação 

mineral de rochas sedimentares.  

 

Objetivo:  Contribuir para a formação de alunos na aplicação da difratometria de raios X com 

refinamento de Rietveld voltada à quantificação mineralógica de rochas sedimentares e/ou sedimentos. 

 

Avaliação: A avaliação será feita com atividades práticas desenvolvidas ao longo da disciplina.  
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